
���������	

���������	
�� ���

	
�������������������������������	�� �����!	
"��������������������#�$���%�&������
���
�������"'� �%���	��

!���34)5(6)76

���
��
��	��

�������������������������������
����������� ���!��� ������� �
�"#����$�������

%�����&������������ ��"$�'��������(������(�#����������)''*+�� ��

�(���"$��,���������(�#��������-��������� �#��.���#�((������������

)�/��0,*+���"$� ���!����"$��

��������
����:��%�������;
�����������
��
������-���%������%����<����
������;
�����=>������������
��?@���
�����?�
����
��������
����@��''� �
��?@�
�������������
�
�������������@����1������%����-��@��
����%���������!���
�� �����������������
�

�������%����
�?����?������:��%���;
�A���������
��%���������������-���%����������<���;
�������=>��A��
%������������
�A�����%B�?�
����
����
��:����''� �
������������
�A����
%B�?�
����
��%BA�����
��
���:����-�����������!���
�� ����C�������A����
�

�����0����
�!	�45396$=>59EE$55

���

2������������E�������

Full document details: DIN 51790-4:2011-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-51790-4-2011-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-51790-4-2011-02


DIN 51790-4:2011-02 

Inhalt 

Seite 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 

2 Normative Verweisungen......................................................................................................................4 

3 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................4 

4 Bezeichnung...........................................................................................................................................4 

5 Geräte und Prüfmittel ............................................................................................................................5 

5.1 Atomabsorptionsspektrometer (AAS)..................................................................................................5 

5.2 Atomemissionsspektrometer mit induktiv gekoppelten Plasma (ICP-OES Spektrometer) ...........5 

5.3 Laborgeräte ............................................................................................................................................5 

6 Chemikalien............................................................................................................................................5 

7 Probenvorbereitung...............................................................................................................................6 

8 Herstellen der Vanadium- und Nickel-Bezugskurven ........................................................................6 

8.1 Null-Lösung ............................................................................................................................................6 

8.2 Vanadium (V)-Bezugslösungen............................................................................................................6 

8.3 Nickel (Ni)-Bezugslösungen .................................................................................................................7 

9 Vorbereitung des Gerätes.....................................................................................................................7 

9.1 AAS-Gerät...............................................................................................................................................7 

9.2 ICP-OES-Spektrometer..........................................................................................................................7 

10 Durchführen der Messung ....................................................................................................................7 

11 Auswertung ............................................................................................................................................7 

12 Angabe der Ergebnisse.........................................................................................................................8 

13 Präzision .................................................................................................................................................8 

13.1 Allgemeines............................................................................................................................................8 

13.2 Wiederholbarkeit, r ................................................................................................................................8 

13.3 Vergleichbarkeit, R.................................................................................................................................8 

14 Prüfbericht..............................................................................................................................................8 

 

2 

Full document details: DIN 51790-4:2011-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-51790-4-2011-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-51790-4-2011-02


DIN 51790-4:2011-02 

Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom NA 062-06-11 AA �Atomspektrometrie� im Fachausschuss Mineralöl- und 
Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) erarbeitet. 

DIN 51790 Prüfung flüssiger Brennstoffe besteht aus  

 Bestimmung des Vanadiumgehaltes, Vanadiumgehalt im Bereich 0,4 bis 4,0 mg/kg � Teil 3: 
Bestimmung durch Nichtflammen-Atomabsorptionsspektroskopie nach dem Veraschen 

 Bestimmung des Vanadium- und Nickelgehaltes � Teil 4: Bestimmung durch 
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) oder optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (ICP-OES) nach dem Veraschen 

 Bestimmung des Vanadium- und Nickelgehaltes � Teil 6: Direkte Bestimmung durch optische 
Emissionsspektralanalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES) 

 Bestimmung des Vanadium- und Nickelgehaltes � Teil 7: Röntgenfluoreszenz-Analyse nach der 
Fundamental-Parameter-Methode 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51790-4:1988-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Prüfverfahren wurde um die Bestimmung von Ni und V mittels optische Emissionsspektralanalyse mit 
induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) erweitert; 

b) der Einsatz eines mikrowellenbeheizten Muffelofens wird beschrieben; 

c) die Kalibrierung und Auswertung wurden präzisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51790-4: 1988-11 
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